UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI
 Servei de Recursos Cientifics i Tecnics

Transferencia del conocimiento:
CURSOS DE FORMACI()N EN DIFRACEVA y TOPAS

Experiencia desde 2001 impartiendo mas de 60 cursos intensivos para empresas y
universidades (modalidad on-line o presencial) en los siguientes temas:

¢ Introduccién a la difraccion de rayos-X de polvo

e  Preparacion de muestras por difraccion de rayos-X de polvo
¢ Interpretacion de difractogramas con Diffrac EVA

e Bases de datos disponibles

e El método de Rietveld

¢ TOPAS. Introducciéon

e TOPAS. Anadlisis cuantitativo (modo GUI)

¢ TOPAS. Anadlisis cuantitativo avanzado (modo LAUNCH)

¢ TOPAS. Modo LAUNCH

e TOPAS. Anadlisis cuantitativo automatizado (modo LAUNCH)
e TOPAS. Andlisis de la microestructura (modo GUI)

e TOPAS. Andlisis de la microestructura avanzado (modo LAUNCH)
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UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI
Servei de Recursos Cientifics i Tecnics

Caracteristicas de los cursos:

* Presupuestos a medida sin compromiso

* Notas en PDF del curso y ejemplos trabajados

* Soporte bibliografico

e Persondlizados a las necesidades del cliente

* Ejemplos de casos reales

e Trabajo intensivo con difractogramas del cliente
e Apoyo cientifico después del curso
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7. TOPAS. Basic quantitative a

7.2 Introduction of structures ]
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Mullite structure:

Al{AL,2,S,.2010.x
025<x<04

Itis a solid solution where the end members
have the composition:

2AL,0, : Si0, Mullite 2:1 or primary
3A1,0; : 2Si0, Mullite 3:2 or secondary

Chains of AlO; octahedra parallel to the ¢ axis
joined by tetrahedra (Si, Al)O1
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The initial cell parameters are the same as . | P\\‘ﬁ;’;
85 AR T the regular structure except for the parameter v pras® f
’ « which is defined as the product of the |
parameter ¢ and Nc which is the number of
layers that are defined.
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